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(57) Anotace:
Zpusob zpfesn&ni a zrychleni mikroskopického
hodnoceni jakosti povrchu vzorku spociva v tom, Ze
hodnoceny vzorek se nejprve upevni na pracovni plochu
upinaciho stolku (1) relokaéniho p¥ipravku. Relokaéni
pripravek jako celek se poté upne na stil méficiho
mikroskopu, kde se nalezne misto, na kterém se provede
hodnoceni jakosti povrchu. Pomoci prvkil
mikrometrického nastaveni (2, 3, 4) ve formé
pravoithlych soufadnic pracovni plochy (Ax, Ay) a thlu
rotace (Ac) se v ose na pracovni plochu (1a) kolmou
odeéte poloha tohoto mista povrchu vzorku vii€i jedné ze
Stvetice polohovacich rysek umisténych na pracovai
plose (1a). Potom se relokaéni ptipravek pfemisti a upne
na st zafizeni hodnocenf jakosti povrchu s tim, ze
zadénim soufadnic Ax, Ay a Ag viiéi pfislusné polohovaci
rysce do méficiho systému zafizeni pro kontrolu jakosti
povrchu dojde k presné lokalizaci mista povrchu vzorku
uréeného k hodnoceni. Relokacni pfipravek je tvofen
upinacim stolkem (1), ktery je na své pracovni ploSe (1a)
opatien alespofi jednou polohovaci ryskou a je spojen
s prvky mikrometrického nastaveni (2, 3) ve sméru v ose
(x, y) pravoiihlych soufadnic pracovni plochy (la) a dale
s prvkem mikrometrického nastaveni (4) thlu rotace
v ose (z) na pracovni plochu (1a) kolmou.
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Zpusob zpiesnéni a zrychleni mikroskopického hodnoceni jakosti povrchu vzorku a relokacni

pripravek k provadéni tohoto zpiisobu

Oblast techniky

Vynélez se tyké pro zpiisobu zpfesnéni a zrychleni hodnoceni jakosti povrchu vzorku,
zejména pak vzorku polymerniho materialu. Dale se vynalez tyka relokagniho ptipravku

k provadéni tohoto zplisobu.

Dosavadni stav techniky

V soutasné dobé si odbératelé soudasti vyrobenych z polymernich materiali, kladou
stale vy$3i naroky na jakost povrchii zhotovenych diléi. Aby bylo mozno zajistit tyto naroky,
je nutné pouZivat nejen kvalitni méfici systémy pro kontrolu jakosti povrcht, ale 1 vhodné
ptipravky, které umozni kontrolovany polymerni dil vhodné& ustavit vidi snima¢i méficiho
systému. Nicméng, toto vie jesté nemusi stacit. Mnohdy je totiZ pozadovano méfeni jakosti
povrchu opakovat, coz miize byt znaéné problematické. Na méfeném dilu by totiZ, az na zcela
vyjime&né piipady, nemély byt kontrolnim pracovistém vytvofeny zadné znacky, které by
snizily kontrolovanou jakost povrchu. Neni tedy vhodné vytvaret mechanické znacky typu
vrypd, rysek apod. Nemechanicky zplsob tvorby znacek, napf. lepenim papirovych znacek, ¢i
zémémych kiizg, je viak také nevhodny. V disledku adhezivnich sil miZe totiZ i zde dojit
k poskozeni povrchu a to nejen mechanickymi prostiedky, ale i chemickym procesem.

Je také nutno té¥ uvazit, e vyrabéné polymerni dily mohou byt tak malé, Ze Zadny
z vyie uvedenych prostiedkd, které se v soucasnosti pouZivaji, neni mozné aplikovat jiz

z rozmérovych divodi.

Podstata vynalezu

K odstranéni vy3e uvedenych nedostatkd pfispiva do znané miry zplisob zpiesnéni a
zrychleni hodnocent jakosti povrchu vzorku podle vynélezu. Podstata vynalezu spociva v tom,
< 7e hodnoceny vzorek se nejprve upevni na pracovni plochu upinaciho stolku relokaéniho

piipravku, reloka¢ni piipravek jako celek se upne na stiil méficiho mikroskopu, kde se
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nalezne misto, na kterém mda byt provedeno hodnoceni jakosti povrchu. Pomoci prvka
mikrometrického nastaveni se pak ve form& pravouhlych soufadnic pracovni plochy (Ax, Ay)
a thlu rotace (Ac) v ose na pracovni plochu kolmou odecte poloha tohoto mista povrchu
vzorku vi&i jedné ze &tvefice polohovacich rysek umisténych na pracovni ploSe. Potom se
relokaéni ptipravek premisti a upne na stiil zafizeni pro hodnoceni jakosti povrchu a zadanim
soutadnic Ax, Ay a Ag vié&i piislusné polohovaci rysce do meficiho systému zafizeni pro
kontrolu jakosti povrchu dojde kpfesné lokalizaci mista povrchu vzorku urceného
k hodnoceni.

Toto hodnoceni jakosti povrchu miZe byt s vyhodou provedeno metodou skenovani
s tim, e zafizenim pro kontrolu jakosti je povrchovy skener.

Upevnéni hodnoceného vzorku na pracovni plochu upinaciho stolku reloka¢niho
piipravku se provede svyhodou pomoci plastické fixatni hmoty a/nebo mechanickym
upevneénim.

Relokaéni pripravek k provadéni zpiisobu podle vynélezu je tvofen upinacim stolkem,
ktery je na své pracovni ploSe opatfen alesponi jednou polohovaci ryskou a je spojen s prvky
mikrometrického nastaveni ve sméru pravouhlych soufadnic pracovni plochy a déle s prvkem
mikrometrického nastaveni thlu rotace v ose na pracovni plochu kolmou.

Prvky mikrometrického nastaveni ve sméru pravouhlych soufadnic pracovni plochy
upinaciho stolku jsou s vyhodou prvek mikrometrick¢ho nastaveni translace v ose x a prvek
mikrometrického nastaveni translace v ose y, pii_femZ oba tyto prvky jsou tvofeny
pohybovymi Srouby s mikrometrickymi hlavicemi. Prvek mikrometrického nastaveni Ghlu
rotace v ose na pracovni plochu upinaciho stolku kolmou je pak s vyhodou tvofen otoénym
Gepem a dalsim pohybovym Sroubem s mikrometrickou hlavici a mechanismem pfevodu
translaéniho pohybu na rota¢ni na bazi rotujiciho valetku s kloubem.

Mikrometrické hlavice prvki mikrometrického nastaveni maji s vyhodou rozlisitelnost
0.01 mm a pracovni rozsah 0 az 25 mm.

Vyhodou zpisobu podle vynalezu a reloka¢niho pfipravku k jeho provadéni je
moznost zajidténi opakovatelnosti méfeni jakosti povrchu polymerniho dilu a dale usnadnéni
jeho upevnéni, které zabrafiuje nezadoucimu pohybu polymerniho dilu béhem méfeni.

Dalsi vyhodou je zptesnéni zaméfeni soufadnic polymerniho povrchu, ktery obsahuje
nejakostni prvky jako jsou napt. Skrabance, trhliny, praskliny apod. Pro dokumentaci
zakaznikovi je mnohdy tieba tyto nejakostni prvky nejen nalézt, ale i prostorove nasnimat a
vyhodnotit. Tyto prvky jsou vSak vétSinou rozeznatelné pouze mikroskopicky, pfi zvétSeni

10ti az 50ti nasobném.



Pichled obrazkd na vykresech

K bliz§imu objasnéni podstaty technického feSeni slouzi pfiloZzené vykresy, kde

piedstavuje:

obr. 1 —umisténi reloka¢niho piipravku na stole méficiho mikroskopu,

obr. 2 —umisténi relokaéniho pHpravku na stole méficiho systému zafizeni pro kontrolu
jakosti povrchu,

obr. 3 —celkové schéma relokagniho ptipravku,

obr. 4 —detail s prvkt mikrometrického nastaveni ve sméru pravouhlych soufadnic pracovni
plochy,

obr. 5 —detail prvku mikrometrického nastaveni uhlu rotace v ose na pracovni plochu kolmou,

obr. 6 —vyuziti reloka¢niho pfipravku pro snimani a nasledného hodnoceni stop po

mikroindentaci.

Ptiklad provedeni vynalezu

Po upevnéni polymerniho dilu pomoci plastické fixa¢ni hmoty na pracovni plochu la
upinaciho stolku 1 relokaéniho ptipravku (viz obr. 3), se cely reloka¢ni pfipravek upne na stul
méficiho mikroskopu (viz obr. 1). Zde se nalezne misto, na kterém ma byt provedeno
hodnoceni jakosti povrchu a pomoci prvki mikrometrického nastaveni se ve formé
pravothlych soufadnic pracovni plochy (Ax, Ay) a tihlu rotace (Ag) v ose na pracovni plochu
kolmou odegte poloha tohoto mista povrchu vzorku viiti polohovaci rysce 1b na pracovni
plose pfipravku.

Po odecteni soutadnic a thlu se reloka&ni ptipravek premisti a upne na stil zafizeni
pro hodnoceni jakosti povrchu — v prikladném provedeni povrchového skeneru firmy Taylor
Hobson (viz obr. 2). Zadanim soufadnic Ax, Ay a Ag viéi polohovaci rysce do méficiho
systému tohoto zafizeni pro kontrolu jakosti povrchu dojde k ptesné lokalizaci mista povrchu
vzorku uréeného k hodnoceni.

Ptikladné provedeni relokaniho ptipravku pro zpiesnéni a zrychleni hodnoceni
jakosti povrchu vzorku polymerniho materidlu je schématicky znézornéno na obr. 3.
Ptipravek je tvofen upinacim stolkem 1, ktery je na své pracovni ploSe la opatfen alespoil
jednou polohovaci ryskou a je spojen s prvkem mikrometrického nastaveni 2, ve sméru osy X

pracovni plochy 1a, prvkem mikrometrického nastaveni 3, ve sméru osy y pracovni plochy la



a dale prvkem mikrometrického nastaveni 4 Ghlu rotace v ose z na pracovni plochu la
kolmou.

Prvkem mikrometrického nastaveni 2, ve sméru osy x pracovni plochy la (viz detail
na obr. 4) je prvek translace v ose X tvofeny pohybovym Sroubem s mikrometrickou hlavici,
ktera ma rozliSitelnost 0.01 mm a pracovni rozsah 0 az 25 mm. Obdobn¢ také prvkem
mikrometrického nastaveni 3, ve sméru osy y pracovni plochy la (viz detail na obr. 4) je
prvek translace v ose y tvofeny pohybovym $roubem s mikrometrickou hlavici, kterd ma
rozligitelnost 0.01 mm a pracovni rozsah 0 az 25 mm. Prvek mikrometrického nastaveni 4
Ghlu rotace v ose z na pracovni plochu la (viz detail na obr. 5) upinaciho stolku (1) kolmou je
tvoten otoénym &epem 4a a dal§im pohybovym Sroubem s mikrometrickou hlavici a
mechanismem pfevodu translaéniho pohybu na rotatni -se- bazi rotujictho valecku 4b s
kloubem 4c. Mikrometricka hlavice prvku mikrometrického nastaveni 4 Uhlu rotace v ose
z ma rozlisitelnost 0.01 mm a pracovni rozsah 0 az 25 mm.

Jako konkrétni pﬁlklad vyuZit{ relokaéniho ptipravku pro sniZeni ¢asu snimani muZe
slouzit tikol sniméni sedmi stop po mikroindentaci mikrotvrdomérem - viz obr, 6. Bez vyuZiti
reloka&niho ptipravku byl &as snimani 215 hodin, po jeho aplikaci doslo ke sniZeni tohoto

¢asu na pouhych 27 hodin.
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PATENTOVE NAROKY

1. Zplsob zptesnéni a zrychleni mikroskopického hodnoceni jakosti povrchu vzorku,
zejména polymerniho materialu, vyznacujici se tim, Ze hodnoceny vzorek se nejprve
upevni na pracovni plochu (1a) upinaciho stolku (1) relokaéniho pfipravku, relokacni
pipravek jako celek se upne na stiil m&ficiho mikroskopu, kde se nalezne misto, na
kterém ma byt provedeno hodnoceni jakosti povrchu a pomoci prvkil mikrometrického
nastaveni (2,3,4) se ve form& pravolhlych soufadnic pracovni plochy (Ax, Ay) a tthlu
rotace (Ac) v ose na pracovni plochu kolmou ode€te poloha tohoto mista povrchu
vzorku viigi jedné ze &tvefice polohovacich rysek (1b) umisténych na pracovni plose
(1a), potom se relokaéni pripravek premisti a upne na still zafizeni pro hodnoceni
jakosti povrchu s tim, ze zadanim soufadnic (Ax, Ay a Ag) viii pfislusne polohovaci
rysce (1b) do méficiho systému zafizeni pro kontrolu jakosti povrchu dojde k pfesné

lokalizaci mista povrchu vzorku uréeného k hodnoceni.

2. Zpisob podle naroku 1, vyznalujici se tim, ze upevnéni hodnoceného vzorku na
pracovni plochu upinaciho stolku reloka¢niho pfipravku se provede pomoci plastické

fixaéni hmoty a/nebo mechanickym upevnénim.

3. Zpisob podle naroku 1, vyznadujici se tim, Ze hodnoceni jakosti povrchu se provede

metodou skenovani a zafizenim pro kontrolu jakosti je povrchovy skener.

4. Relokadni ptipravek k provadéni zplsobu podle narokii 1 aZ 3, vyznaGujici se tim, Ze
je tvofen upinacim stolkem (1), ktery je na své pracovni ploSe (la) opatfen alesponi
jednou polohovaci ryskou (1b) a je spojen s prvky mikrometrického nastaveni (2,3)
ve sméru pravothlych soufadnic pracovni plochy (la) a dale s prvkem

mikrometrického nastaveni (4) uhlu rotace v ose na pracovni plochu (1a) kolmou.

5. Relokacni pripravek podle naroku 4, vyznacujici se tim, Ze prvky mikrometrického
nastaveni (2,3) ve sméru pravothlych soufadnic pracovni plochy (1a) upinaciho stolku

(1) jsou prvek mikrometrického nastaveni (2) translace v ose x a prvek
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mikrometrického nastaveni (3) translace v ose y, pfi GemZ oba prvky (2,3) jsou

tvofeny pohybovymi §rouby s mikrometrickymi hlavicemi.

. Reloka¢ni ptipravek podle naroku 4, vyznalujici se tim, Ze prvek mikrometrického
nastaveni (4) uhlu rotace vose (z) na pracovni plochu (la) upinaciho stolku (1)
kolmou je tvofen otonym &epem (4a) a daldim pohybovym Sroubem s
mikrometrickou hlavici a mechanismem pfevodu translaéniho pohybu na rotatni bazi

rotujiciho vale¢ku (4b) s kloubem (4c¢).

Relokacni pipravek podle narokd 5 a 6, vyznaGujici se tim, Ze mikrometrické hlavice
prvki mikrometrického nastaveni (2,3,4) maji rozliSitelnost 0.01 mm a pracovni

rozsah 0 az 25 mm.,
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Obr. 2
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Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 5
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Obr. 6
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